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Элементное  картирование  поверхности  представляет  собой  один  из современных 
способов исследования объектов  [1]. Метод позволяет визуализировать распределе‐
ние химических элементов по поверхности объекта с неравномерным составом, а так 
же дает  возможность  исследования  влияния  состава  на свойства  твердой  поверхно‐
сти.  В основе элементного  картирования поверхности лежит принцип рентгеновской 
флуоресценции.  Метод  рентгенофлуоресцентного  анализа  положен  в основу  одной 
из последних разработок ЗАО «Научные приборы » — рентгеновского аналитического 
микроскопа РАМ‐30μ. Фокусировка излучения рентгеновской трубки прибора осуще‐
ствляется поликапиллярной рентгеновской линзой. Размеры фокусного пятна линзы, 
определяющего  величину  области  анализа,  варьируются  в широких  пределах 
и зависят от пространственного разрешения линзы. 

РАМ‐30μ 

• Прибор сочетает в себе аналитические возможности рентгеновской флуоресцен‐
ции, проникающую способность рентгеновских лучей и увеличивающие возмож‐
ности микроскопа. 

• В режиме элементного микроанализа проводится качественный, количественный 
и полуколичественный анализ в диапазоне от натрия до урана. 

• Возможно проведение автоматического анализа в выбранных оператором точках 
объекта. Выбор точек проводится по оптическому изображению, по картам рас‐
пределения элементов или по рентгенографическому изображению. 

• Встроенный детектор рентенографических изображений позволяет одновременно 
проводить анализ как поверхностной, так и внутренней структуры образца. 

• Анализ на наличие легких элементов возможен благодаря системе вакуумирова‐
ния измерительной камеры. 

• Максимальная площадь сканируемой поверхности составляет 150×150 мм. 

Применение метода 

Микроанализатор  РАМ‐30μ  может  быть  использован  в лабораториях  НИИ  и про‐
мышленных  предприятий,  в области  материаловедения,  в электронной  промыш‐
ленности,  минералогии,  производстве  элементов  микроэлектроники,  в медицине, 
фармакологии,  экологии,  археологии  [2]. Прибор  позволяет  исследовать  также  мик‐
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рообъекты в таких областях как ювелирная промышленность  (исследование природ‐
ных  включений),  микроэлектроника  (анализ  микросхем,  исследование  влияния  по‐
верхности на работу полупроводниковых приборов), криминалистика (анализ микро‐
объектов криминалистической экспертизы).  
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